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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODES D’ESSAIS NORMALISES
DES SPECTROMETRES D’ENERGIE X A SEMICTEUR

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités
nationaux.

3) Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEI exprime le veeu que tous les Comités nationaux
adoptent dans leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEIL, dans la mesure ot les conditions
nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale correspondante
doit, dans la mesure du possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Comité d’Etudes n° 45 de la CEI: Instrumentation
nucléaire.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue a Stockholm en 1980. A la suite de
cette réunion, un projet, document 45(Bureau Central)l46, fut soumis a I’approbation des
Comités nationaux suivant la Régle des Six Mois en avril 1981.

Des modifications, document 45(Bureau Central)l57, furent soumises a Papprobation des
Comités nationaux suivant la Procédure des Deux Mois en janvier 1982.

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la
publication:

Afrique du Sud (République d’) Italie

Australie Nouvelle-Zélande

Belgique Pays-Bas

Canada Pologne

Espagne République Démocratique Allemande
Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie

Finlande Union des Républiques

France Socialistes Soviétiques

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n° 50: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).
333: Méthodes d’essais des détecteurs semiconducteurs pour rayonnements ionisants.
340: Méthodes d’essais des amplificateurs et préamplificateurs pour semicteurs pour rayonnements
ionisants.

656: Méthodes d’essais pour semicteurs au germanium de haute pureté pour rayonnements X et
gamma.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STANDARD TEST PROCEDURES
FOR SEMICONDUCTOR X-RAY ENERGY SPECTROMETERS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which
all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in
that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt
the text of the IEC recommendation for their national rules in‘so far as national conditions will permit. Any
divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be
clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 45: Nuclear Instrumentation.

A first draft was discussed at the meeting held in Stockholm in 1980. As a result of this
meeting, a draft, Document 45(Central Office)l46, was submitted to the National Committees
for approval under the Six Months’ Rule in April 1981.

Amendments, Document 45(Central Office)157, were submitted to the National Committees
for approval under the Two Months’ Procedure in January 1982.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Netherlands

Belgium New Zealand

Canada Poland

Czechoslovakia South Africa (Republic of)
Finland Spain

France Union of Soviet

German Democratic Republic ; Socialist Republics

Italy United States of America

Other 1EC publications quoted in this standard:

Publications Nos. 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV).
333: Test Procedures for Semiconductor Detectors for Ionizing Radiation.
340: Test Procedures for Amplifiers and Preamplifiers for Semiconductor Detectors for Ionizing
Radiation.
656: Test Procedures for High-purity Germanium Detectors for X and Gamma Radiation.
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METHODES D’ESSAIS NORMALISES
DES SPECTROMETRES D’ENERGIE X A SEMICTEUR

1. Domaine d’application

La présente norme expose les méthodes d’essais normalisés des spectroméires d’énergie
X a semicteur. De tels systémes sont constitués d’un semicteur et de I’électronique de
traitement du signal liée par une interface a4 un analyseur d’amplitude couplé a un
calculateur. Cette norme ne couvre pas les méthodes d’essais des analyseurs d’amplitude
ni des calculateurs. L’article 5 est essentiellement d’ordre pratique.
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STANDARD TEST PROCEDURES
FOR SEMICONDUCTOR X-RAY ENERGY SPECTROMETERS

1. Scope

This standard presents standard test procedures for semiconductor X-ray energy
spectrometers. Such systems consist of a semiconductor radiation detector assembly and
signal processing electronics interfaced to a pulse-height analyzer/computer. Test
procedures for pulse-height analyzers and computers are not covered in this standard.
Clause 5 is essentially tutorial.



	
	
	
	
	
	
	



